Основи методів обробки зображень. Ч.1 Основи сучасної мікроскопії
	Рівень вищої освіти
	Перший (бакалаврський)

	Статус дисципліни
	Навчальна дисципліна вибіркового компонента

	Курс
	3 

	Семестр
	5

	Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС / загальна кількість годин
	3.0/90

	Мова викладання
	Українська

	Мета дисципліни
	[bookmark: _heading=h.82m2cefq1eo6]Ознайомлення й оволодіння принципами діагностики нанорозмірних об‘єктів методами атомно-силової, тунельної та флуоресцентної конфокальної мікроскопії, транспортом в наноструктурах, підготовка студентів до вивчення спеціальних оглядів та оригінальних робіт з окремих питань даної області.

	Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни
	Програма курсу орiєнтована на студентiв, якi вже знайомi з оптикою, фізикою атома, електродинамікою, квантовою механікою, математичним аналiзом, аналітичною геометрією та лінійною алгеброю.

	Анотація навчальної дисципліни
	Навчальна дисципліна присвячена вивченню принципів роботи атомно-силового мікроскопу, електронного, тунельного та конфокального мікроскопів. Розглянуто будову і основні характеристики оптичного, атомно-силового, тунельного та флуоресцентного конфокального мікроскопів.

	Компетентності 
	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ФК4. Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними приладами, обробляти та аналізувати результати досліджень. 
ФК5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи для розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання фізичних систем. 
ФК11. Розвинуте відчуття особистої відповідальності за достовірність результатів досліджень та дотримання принципів академічної доброчесності разом з професійною гнучкістю. 
ФК13. Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо фундаментальних відкриттів та теорій, які суттєво вплинули на розвиток фізики, астрономії та інших природничих наук.

	Результати навчання
	ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються у фізиці та астрономії: з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії груп, методів математичної фізики, теорії функцій комплексної змінної, математичного моделювання. 
ПРН8. Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних завдань. 
ПРН18. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для усного і письмового професійного спілкування та презентації результатів власних досліджень. 
ПРН25. Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своїх освітніх траєкторій та професійного розвитку. 
ПРН29. Мати базові навички самостійної оцінки рівня освітніх програм із природничих наук в Україні і світі для їх вибіркового опанування в рамках міждисциплінарного шляху розвитку науки.

	Види занять
	Лекції, лабораторні роботи 

	Методи навчання
	Лекції, самостійна робота

	Література
	1. Akhtar, K., Khan, S.A., Khan, S.B., Asiri, A.M. (2018). Scanning Electron Microscopy: Principle and Applications in Nanomaterials Characterization. In: Sharma, S. (eds) Handbook of Materials Characterization. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92955-2_4
2. "Handbook of Measurement in Science and Engineering, Volume 1: Principles and Methods of Measurement" edited by Myer Kutz (John Wiley & Sons, 2013)
4. Mertz, J. (2019). Introduction to Optical Microscopy. Cambridge University Press.
5. Voigtländer, B. (2013). Atomic Force Microscopy: Imaging, Measuring and Manipulating Surfaces at the Atomic Scale. Springer.
6. Горячко А. М., Кулик С. П., Прокопенко О. В. Основи скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії (Частина 1): Навчальний посібник. – К.: Радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – 133 с.
7. Горячко А. М., Кулик С. П., Прокопенко О. В. Основи скануючої зондової мікроскопії та спектроскопії (Частина 2): Навчальний посібник / за ред. С.П. Кулика та О.В. Прокопенка. – К.: Радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. –170 с.

	Семестровий  контроль, екзаменаційна методика
	Семестровий  контроль – 40 балів.
Залік – 60 балів.




Основи методів обробки зображень.  Ч.1 Основи сучасної мікроскопії  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Курс  3    

Семестр  5  

Обсяг дисципліни,    кредити ЄКТС /  загальна кількість  годин  3 .0/ 9 0  

Мова викладання  Українська  

Мета дисципліни  О знайомлення й оволодіння  принципами  діагностики нанорозмірних об‘єктів методами  атомно - силової, тунельної та флуоресцентної  конфокальної мікроскопії, транспортом в  наноструктурах,  підготовка студентів до вивчення  спеціальних оглядів та оригінальних робіт з  окремих питань даної області.  

Попередні вимоги до  опанування або  вибору навчальної  дисципліни  Програма курсу орiєнтована на студентiв, якi вже  знайомi з оптикою,  фізикою атома,  електродинамікою,  квантовою механікою,  математичн им   аналiз ом , аналітичною геометрією та  лінійною алгеброю.  

Анотація навчальної  дисципліни  Навчальна дисципліна  присвячена вивченню  принципів роботи атомно - силового мікроскопу,  електронного, тунельного та конфокального  мікроскопів. Розглянуто будову і основні  характеристики оптичного, атомно - силового,  тунельного та флуоресцентного конфокального  мікроскопів.  

Компетентності   ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу.    ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних  ситуаціях.    ФК4.   Здатність працювати із науковим  обладнанням та вимірювальними приладами,  обробляти та аналізувати результати досліджень.    ФК5.   Здатність виконувати обчислювальні  експерименти, використовувати чисельні методи  для розв’язування фізичних та астрономічних задач  і моделювання фізичних систем.    ФК11.   Розвинуте відчуття особистої  відповідальності за достовірність результатів  досліджень та дотримання принципів академічної 

